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o Durch Anderung der Beleuchtungsrichtung (Zinnseite oben/unten) ergeben sich bei Floatglas unterschiedliche Anstiege der Reflexionsgradkurven. 005 |
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Reflexionsgradmessungen an Floatglas-Probe, die mit Simulation mit obigem Floatglas-Modell und 58.5 nm ¢ Trotzannahernd gleicher Messwinkel wirkt die Absorption im
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